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DESCRIPCION DEL PRODUCTO

SOLUCIONES LIiDERES EN ENSAYOS DE DUREZA PORTATILES

Leeb, Rockwell y UCI

Los Equotip de Proceq permiten la inspeccién de practicamente cualquier objeto, de piezas pulidas y superficies tratadas
térmicamente. Las mediciones de dureza se realizan usando el método de ensayos de rebote dindmico segun Leeb, el
ensayo de dureza estatica Portable Rockwell y el método de impedancia de contacto ultrasénica (UCI). Los robustos
durémetros Swiss Made estan disefiados para la ejecucién de ensayos de dureza portétiles en el laboratorio, en el taller, en
instalaciones de produccién o en el emplazamiento. La innovacién mas reciente de Proceq es el Equotip Live que presenta
un dispositivo de impacto inaldmbrico, una aplicacién mavil, datos en tiempo real y una funcién de copia de seguridad en

nube.

Desde que Proceq inventé el principio de ensayos Leeb en 1975, Equotip se ha convertido en una técnica de medicién
reconocida a nivel global y, de hecho, en una norma industrial. Una amplia gama de diferentes dispositivos de impacto, asi
como una seleccién integral de bloques de ensayo y de accesorios cubren la mayoria de las aplicaciones.

Descripcién

Equotip 550 UCI

Versatil durémetro
UCI para material de
grano fino de
cualquier forma y
superficies tratadas
térmicamente. La
patentada carga de

Equotip 550
Portable Rockwell

Durémetro
Portable Rockwell
para piezas
sensibles a
arafazos, pulidas
y delgadas.
Muestra excelente
sensibilidad
debido a la
minima

ensayo ajustable hace penetracién de

posible una amplia

unos pocos

gama de aplicaciones. micrémetros.
Robusta pantalla tactil Robusta pantalla
con caracteristicas del tactil con
software y funciones caracteristicas del
de anédlisis mejoradas. software y

funciones de
analisis
mejoradas.

Equotip 550 Leeb

Versatil durémetro
Leeb para la
ejecucién de
ensayos de piezas
pesadas, grandes o
instaladas en el
emplazamiento.
Robusta pantalla
tactil disefiada para
proporcionar una
extraordinaria
experiencia de
usuario y la
medicién y el
analisis mejores
posibles.
Caracteristicas del
software y
funciones de
andlisis mejoradas.
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Equotip Live
Leeb D

La primera
solucién de
durémetro
inaldmbrico
portatil
plenamente loT,

con comparticién

de datos en
tiempo real,
copia de
seguridad en
nube e interfaz
intuitiva de
usuario. El
dispositivo de
impacto Leeb D
ultraportatil
Equotip Live es
perfecto para
usarlo en
espacios
confinados.

Equotip Piccolo /
Bambino 2

Durémetro Leeb,
plenamente
integrado y
practico, con una
caja compacta y
robusta. Apropiado
en forma ideal para
rdpidos ensayos de
dureza en el
emplazamiento.
Sonda DL opcional
para espacios
confinados y
superficies
rebajadas. El
Equotip Piccolo 2
permite la
transferencia de
datos a un PC.




Sus ventajas

e Combine con Leeb
y fiable, preciso y

estandarizado,
pero mas rapido
que los

o durédmetros
de medicién causadas

Portable Rockwell

e Retroalimentacion
en pantalla para
reducir inexactitudes

por el operador

¢ Informes listos para

usar debido a la

potente caracteristica

de creacion de
informes incorporada
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e Combine con

Leeb y UCI

* lgualmente

Rockwell

la potente

estacionarios
e Informes listos
para usar debido a

caracteristica de

)) COTECNO

7

¢ Use la gama
completa de sondas
Leeb y combine con
Portable Rockwell y
ucCl

e Viene con la alta
precisiéon conocida
de todos los
productos Equotip
 Informes listos
para usar debido a
la potente
caracteristica de
creacién de

 Dispositivo de
impacto
inaldmbrico e
interfaz de
usuario limpia

e Sencillamente
comparta sus
mediciones e
informes en
tiempo real y en
todo el mundo
e Cuaderno de
registros para
plena

* Modelo bésico
para rapidas
pruebas en el
emplazamiento

e Caja robusta y
correccion
automatica del
angulo permite un
uso versatil

* Viene con la alta
precisiéon conocida
de todos los

creaciéon de . trazabilidad de  productos Equotip
. informes
informes . los datos y para
. incorporada )
incorporada agregar medios
Escala nativa HV (UCI) MM, Win HL HL HL
Rango de 0-100 um; 19-70
L 20 - 2000 HV 150 a 950 HL 150 a 950 HL 150 a 950 HL
medicion HRC; 35-1'000 HV
Exactitud de +0.8um; ~+1.0 £4HL(0.5%a800 £4HL(0.5%a +4HL(0.5%a800
L + 2% (150 a 950 HV)
mediciéon HRC HL) 800 HL) HL)
HB, HV, HRA, HRB,
HB, HV, HRA, HRB, HB, HV, HRB, HRC,
Escalas HRC, R15N, HB, HV, HRA, HRB, HB, HV, HRB, ,
. . HRC, HR15N, HR15T, HS, MPA (sdlo
disponibles HR15T, HMMRC, HRC, HS, MPA HRC, HS, MPA o
MPA Equotip Piccolo 2)
MPA
Sondas UCI (ajustable de HV1 Portable Rockwell Leeb D/DC/DL/S
. ] Leeb D Leeb D /DL
disponibles a HV5) (50N) /E/G/C
Combinacién
Leeb, Portable Portable Rockwell,
con otros Leeb, UCI
} Rockwell ucCl
meétodos
Rugosidad
promedio Ra 12.5/500 2/80 7 /275 (Leeb G) 2/80 2/80
(MM / in)
Masa minima Ningun 0.02 / 0.045 (Leeb
0.3/0.66 . 0.05/0.2 0.05/0.2
(kg / Ibs) requerimiento Q)
Equotip
Equoti 550 Equotip Piccolo
d P Equotip 550 Leeb Equotip Live Leeb D : ,p /
550 UCI Portable Bambino 2
Rockwell
Estand bjet
standar para objetos 5| 5| 5| S| <)
grandes
. ., . ., En combinacién
. En combinacién con En combinacion con )
Objetos redondos Sl Sl . . con anillos de
anillos de soporte anillos de soporte
soporte
. . Con dispositivo de
Objetos ligeros NO Sl NO NO

impacto Leeb C

Con dispositivos de
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. L Con dispositivos de
Objetos de fundicién  NO NO . NO NO
impacto Leeb Sy E

. . Con dispositivo de
Objetos pulidos Sl Sl . NO NO
impacto Leeb G

Con dispositivo de

Accesibilidad limitada Sl NO . NO NO
impacto Leeb C

Objetos delgados NO Sl Sl Sl Sl

Objetos delgados Sl NO NO NO NO

* Para entornos de
Internet de las cosas (loT)
e Industria 4.0
* Bridas, bloques de
Aplicaciones motor, ejes,
adicionales transmisiones, trenes de
aterrizaje, ensayos en
bobinas, bobinas, barras,
tuberias y tratamiento
térmico
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